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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES —
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES —
Partie 3-17: Examens et mesures —
Angle de la face terminale des embouts polis angulairement
AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mon#d SMposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationau bjet de
favgriser la coopération internationale pour toutes les questions de nes de
I'éldctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI onales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux degfue e par le
sujgt traité peut participer. Les organisations internationales, gouverngme gles, en
liaigon avec la CEI hisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées 5.

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEI concernant | mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés Eressés
sont représentés dans chaque comité d’'étu

3) Les| documents produits se présentent sob e de \te¢omwandatigns internationales. lls sont [publiés
conjme normes, rapports techniques ou guides\et agrgés.comixe tels es Comités nationaux

4) Darls le but d'encourager l'unification internationale, les ités mationaux de la CEl s'engagent a appliguer de
facgn transparente, dans toute la mesure possip les \Nor internationales de la CEIl dans leurs [normes
nationales et régionales. ToQte divergence\ entre 8 _de’ la CEIl et la norme nationale ou régionale
cor espondante doit étre iniqué airs ‘dans/ cette derniére.

5 La€ arquage/ comme indication d’approbation et sa resporsabilité
n’'egt pas engagée quand € & I'une de ses normes

6) L'aftention est aftiré ments de la présente Norme internationale peuvgnt faire
I'objet de droits de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tende pour
responsable de ne\gags its de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence|

La Ng -17 a été établie par le sous-comité 86B: Disgositifs

d'intefconnexian € a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:

Fibres

Cette on de\la CEI 61300-3-17 annule et remplace la premiéere édition, pafue en

1995,

Le texte de-cette e est issu des documents suivants

FDIS Rapport de vote
86B/1225/FDIS 86B/1261/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti

Cette

a l'approbation de cette norme.

publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

La CEIl 61300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Méthodes fondamentales d'essais
et de mesures:

— Partie 1: Généralités et guide

— Partie 2; Essais

— Partie 3: Examens et mesures


https://iecnorm.com/api/?name=c1a388743c7e92459e24529e4b10ef33

61300-3-17 © IEC:1999 -5-

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES —

Part 3-17: Examinations and measurements —
Endface angle of angle-polished ferrules

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organij hprising

all pational electrotechnical committees (IEC National Commlttees) romote
international co-operation on all questions concerning standardizatio iglds. To
this| end and in addition to other activities, the IEC publishes In htion is
entjusted to technical committees; any IEC National Committee I & c | th may
parficipate in this preparatory work. International, governmen S liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC coll4 " hization
for [ Standardization (ISO) in accordance with conditiors detgrmi e he two
org@nizations.

2) The formal decisions or agreements of k ible, an
intefnational consensus of opinion on the bntation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of r atioR international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and 2 e National Committees in that sensq.

4) In grder to promote interngtional unjfieati {onal Committees undertake to apply IEC Interpational
Stapdards transparently to AXi possihle /in their national and regional standards. Any
divgrgence between the 2 theNgorresponding national or regional standard shall be| clearly

indifcated in the latter.

5) Theg IEC provides/no nmmarki Qce indicate, its approval and cannot be rendered responsible [for any
equipment decl itk With \ane ef i }

6) Attgntion is drawn Yo e of the elements of this International Standard may be the [subject
of patent rights. The N s 3 i esponsible for identifying any or all such patent rights.

Internptional i 7 has been prepared by subcommittee 86B: Fibrg optic
intercpnnectihg d sive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This se it of IEC 61300-3-17 cancels and replaces the first edition, published in
1995,|and € eChnical revision.

The tgxt of this standard is based on the following documents:

FDTS Report on voriing

86B/1225/FDIS 86B/1261/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

IEC 61300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

— Part 1: General and guidance

— Part 2: Tests

— Part 3: Examination and measurements
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006.
A cette date, la publication sera

reconduite;
supprimeée;
remplacée par une édition révisée; ou

amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2006.
At this date, the publication will be

e reconfirmed,;
e withdrawn;
« replaced by a revised edition, or

¢ amended.

@%
S
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
A FIBRES OPTIQUES —
METHODES FONDAMENTALES D'ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-17: Examens et mesures —
Angle de la face terminale des embouts polis angulairement

1 Ggnéralités
1.1 Domaine d'application et objet
L'objet de la présente partie de la CEl 61300 est de définir des khos permettant de
mesuter I'angle de la face terminale des embouts polis angulair
1.2
Les d afgrence
quiy p 51300.
Pour | ipns ne
s'appl rtle de
la CE entes
des d edition
du dot sedent
le reg
ISO 2538:1998, Spécificato G ] — Séries d'angles et
d'inclipnaisons de pris
2 Description g/: a
L'angl e plate
est défini e plan
de la ement
avec f ‘'embout
et la hns la
direct
Planperpendiculaire Plan perpendiculaire
a J'axe de fibre AW A I'axe de fibre
/[
Embout / Axe de fibre Embout Axe de fibre
.. o o _ Vo
] ]
Ligne droite tangente — Plan de laface _
a la surface polie terminale plate
IEC 1047/99
Figure 1a — Embouts polis convexes Figure 1b — Embouts polis plats

Figure 1 — Définition de lI'angle de la face terminale de I'embout
pour embouts polis convexes et plats
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1.1

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS —
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-17;: Examinations and measurements —
Endface angle of angle-polished ferrules

Gleneral

Scope and object

The opject of this part of IEC 61300 is to describe the methods angle
of flatjor convex angle-polished ferrules.

1.2 Normative references

The fpllowing normative documents contain provisi 9i ference in thig text,
constitute provisions of this part of IEC 61300. Fpg ments

to, or r, parties to agreegments
based e possibility of applyipg the
most w. For undated referencgs, the

latest ies. Members of IEC and ISO maintain

regist

ISO 2 es on
prismsg

2 G

The f angle
betwe . The
endfa plane
perpe hce at
the fire

Plane perpendicular
to this fibre axis \

/) Ferrat J Fibre axis
/

Straight line tangent to
the polished surface

Plane of the /v/x e
flat endface

IEC 1047/99
Figure 1a — Convex polished ferrules Figure 1b — Flat polished ferrules

Figure 1 — Definition of ferrule endface angle for convex and flat polished ferrules
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Quatre méthodes sont décrites pour la mesure de l'angle de la face terminale de I'embout:

— méthode 1: méthode interférométrique automatique (méthode de référence) ;
— méthode 2: méthode interférométrique manuelle ;
— méthode 3: méthode du profilométre mécanique ;
— méthode 4: méthode de la lumiere réfléchie.
2.1 Méthode 1 — Méthode interférométrique automatique
Etant donné sa plus grande précision, la méthode 1 est considérée comme la méthode de
référence.
Dans |cette méthode, la face terminale de I'embout est placée da ignneur
inclingble sous un microscope a capacité interférométrique.
NOTE + Un support fixe a la valeur nominale de I'angle devant étre mesuré g etre iSé i cas la
procédyire d'alignement décrite n'est pas applicable et il est nécessaire d'uti irg éférence
mesuréle a I'aide d'autres méthodes.
IEC 1048/99
Figure 2 @
Des d gce de
I'embd
L'emb e misropositionneur a la valeur nominale 6, de I'angle a mesurer. Pour
les en le rayon de courbure R et le composant & décalage de sommejt dans
la dirg gont mesurés a partir de l'analyse de la zone interférométrique (voir
figure ur de\'angle est évaluée a partir des valeurs de R et E,.
Centre de franges

tsommet te puu vy

T~

|- Axe de fibre

Franges
interférométriques

AN

|_—Fibre

2

Figure 3 — Exemple de zone d'interférence d'un embout poli convexe

IEC 1049/99
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Four methods are described for measuring the ferrule endface angle:

— method 1. automatic interferometric method (reference method);
— method 2: manual interferometric method;

— method 3: mechanical profilometer method,;

— method 4: reflected light method.

2.1 Method 1 — Automatic interferometric method

Due to its greater accuracy, method 1 is considered to be the reference method.

In thig method, the ferrule endface is placed in a tiltable micropositione scope
with interferometric capability.
NOTE + A fixed holder at the nominal value of the angle that has to be measured ase the
alignmént procedure described is not applicable and it is necessary to use a réefe ed with
other nlethods.
IEC 1048/99
Figure 2 — Exa

Phasgq differenc of the
ferrule under test cre
The fe oner at the nominal value 6, of the angle that has|to be
measlired. F 2 shed ferrule, the curvature radius R and the apex |offset
comp i i i of the angle E;, are measured from the analysis ¢f the
interfgre e figure 3). The value of the angle is evaluated from the values of R
and E|.

Fringes centre

(polishing vertex) // / \ \ \\\\‘

Fibre axis

Interferometric

fringes [ .
X | _— Fibre

IEC 1049/99

Figure 3 — Example of interference pattern of a convex polished ferrule
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Pour un embout poli plat, l'angle est évalué & partir de la fréquence des franges
interférométriques dans la direction de l'angle (voir figure 4), c'est-a-dire a partir du nombre

d'ondes dans l'unité de longueur 1/A.

2.2 Méthode 2 — Méthode interférométrigue manuelle

Comme dans la méthode 1, la face terminale de I'em nneur
inclingble sous un microscope a capacitg Steique. [ 5 mbout
est incliné par un micropositionneuy”jus : e soit
perpendiculaire a l'axe optique de l'in 8 lle de
I'anglg est obtenue. Dans le cas de la fatce te i hsition
est oljtenue lorsque les anneaux d'int ues a
I'axe gle rotation (voir figure 5). Dans e ¢ tenue
lorsque les franges d'interférence cisparai

Axe de fibre

Fibre

IEC 1051/99

Figure 5 — Exemple de zone d'interférence d'un embout poli convexe
TEgIe pour la mesure de 1a methode 2

L'angle de la face terminale de I'embout peut étre lu sur le cadran du micropositionneur.

2.3 Méthode 3 — Méthode du profilométre mécanique

Dans cette méthode, l'angle de la face terminale est évalué en profilant I'embout de la face
terminale avec l'analyseur de surface.

L'embout est placé dans un support fixe sous le style d'un profiloméetre mécanique. L'axe de
I'embout doit étre parallele a I'axe du style et la fiche doit étre positionnée selon I'angle dans la
direction du balayage de style.

L'angle de la face terminale de I'embout est évalué a partir de I'analyse du profil acquis.
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For a flat polished ferrule, the angle is evaluated from the frequency of the interferometric
fringes in the angle direction (see figure 4), that is, from the number of waves in the length unit

1A.

2.2

As in scope
with i Ve micro-
positigner until the surface of the endface_i 2 i6 meter:
this happens when the real value of the a is re lished

e both
e, this

ferrulg¢ endface, this position is reached\whe
symmetrical to the rotation axis (see/figure 5))

positign is reached when the interferenge fr@

Fringes cextre
Fibre axis
eramafric
fring
Fibre
IEC 1051/99

Example of interference pattern of a convex polished ferrule
adjusted for method 2 measurement

The endface angle of the Terrule can be read at the dial of the micropositioner.

2.3 Method 3 — Mechanical profilometer method

In this method, the endface angle is evaluated by profiling the endface ferrule with a surface
analyser.

The ferrule is placed in a fixed holder under the stylus of mechanical profilometer. The ferrule
axis shall be parallel to the stylus axis and the plug shall be positioned with the angle in the
direction of the stylus scan.

The endface angle of the ferrule is evaluated from the analysis of the acquired profile.
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2.4 Méthode 4 — Méthode de la lumiére réfléchie

Dans cette méthode, un faisceau lumineux He-Ne visible, orienté le long de I'axe de I'embout,
est réfléchi par la face terminale de I'embout et dirigé vers un écran sur lequel se forme une

zone d'énergie. L'écran est perpendiculaire a l'axe de I'embout et s'étend autour de celui-ci

(voir figure 6).

Rainure en V ou manchon de

précision
\D /()>\ |l aser He-Ne

N — A ——
_/ D L 1
/ l \ -— Ecran

Embout
L (voir note) —
> IE 799
NOTE + Pour des embouts polis convexes, une longueur appropriée L 8 } etre 20\cm et 50 cm|et peut

étre enfegistrée dans le cadre des résultats d'essai.

Figure 6 — Exemple de montage pour la mesure de I'g ¢ j ingle de I'embout

Dans [e cas d'une face terminale d'embout pofi™a 'énergie est normalement un
petit gercle visible, illuminé de facon presque saractérisé par une faible divergence

supplémentaire par rapport au faisceau
sphérjquement, l'image recueillie est
centrg d'un grand cercle visible, form
laser priginal (voir figure i

ne face terminale d'embopt poli
petit anneau (disque d'Airy) sifué au
ayant divergé par rapport au falsceau
restfltat de la diffraction de Fraunhgfer du

faisceu He-Ne réfléchi par la i out sphérique contenant une fibre|ou un

trou de fibre comme ouwert

&
> XEmb%t l pﬁ\\) Embout poli convexe
Y%

Disque

x Anneau d'Airy
Cercle /< /
Cercle

IEC 1053/99

Figure 7 — Zone d'énergie caractéristique

L'angle de face terminale de I'embout g est déterminé en mesurant I'angle de déviation du
faisceau He-Ne mesuré au centre du cercle visible ou de l'anneau de la zone d'énergie

pendant que I'on fait tourner I'embout autour de son axe.

La résolution du faisceau réfléchi est affectée par le niveau de finition de la surface de face
terminale de I'embout. Cette surface doit étre polie & un niveau permettant une réflexion

spéculaire bien définie du faisceau He-Ne.

Cette méthode ne doit s'appliquer qu'aux embouts polis plats.
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2.4 Method 4 — Reflected light method

In this method, a visible light He-Ne beam aligned along the ferrule axis is reflected by the
ferrule endface to impinge upon a screen as a spot pattern. The screen is normal to and
surrounding the ferrule axis (see figure 6).

V-groove or precision sleeve

—/ He-Ne laser

Ferrule

L (see note)

NOTE + For convex polished ferrules, a suitable length L may be between 20 ck gm’a rded in
the tesq result.

In the| case of a flatly polished ferrule endface/the isible,
approkimately uniformly illuminated c¢i i laser
beam] In the case of a spherically poli Il ring

(Airy disk) located at the centre of a largewvisi G am | laser
beam|(see figure 7). This small ring beam
reflected from the spherical ferrule ntrally

locate[d aperture. (\ /\
N:Iamlisﬁed (iel{ule ) Convex polished ferrule

0

Cirgle /

Circle

IEC 1053/99

Figure 7 — Typical spot pattern

The ferrule endface angle q I1s defermined by measuring the deviation angle of the He-Ne beam
measured to the centre of the visible circle or ring of the spot pattern as the ferrule is rotated
around its axis.

The reflected beam resolution will be affected by the surface finish of the ferrule endface. This
surface shall be polished to a sufficient level to form a well defined specular reflection of the
He-Ne beam.

This method shall be applicable only on flat polished ferrules.
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ppareillage

Méthode 1 — Méthode interférométrique automatique

Pour la méthode 1, un appareillage est présenté a la figure 8, il se compose des éléments
suivants:

en ess

R \

( Ordinateur pour /

-

Microscope
interférométrique

I'analyse d’'image

et N\
AN
R Y
Moniteyr destiné
a visuajiser I'image

= S

a) Mi
Mi

l'image.

b) Mi
Mi

Cropositionpeur a
c) Sdpport d'e

Micropositionneur
angulaire

IEC

Figure 8 — Exemple d'appareillage pob A ach oyen de la méthode 1

croscope
Ccroscope a capacité /i

cropositionneur g

1054/99

e caméra vidéo pour l'acquisitjon de

Sypport adaptg jntenir
I'embout seloq uk

d) Syp
Dispositi dcamigue capdble de maintenir la fiche de maniere que la clavette
cofréspondanteise situe dans la position exacte selon la direction nominale d'angle.

e) Analyse

Sylstemesdana

le
va

Se
composant de décalage de déme le long de la direction d'angle et a partir de ceu
Jeurde I'angle par I’équation (1).

r capable d'évaluer pour I'image interférométrique le rayon de coyrbure,

-ci, la

Le moniteur doit afficher la surface mesurée avec la zone interférométrique.

3.2

Méthode 2 — Méthode interférométrigue manuelle

L'appareillage est le méme que celui-ci qui est présenté a la figure 8 pour la méthode 1.
S'agissant de la méthode 2, I'appareillage est composé des éléments suivants:

a) Mi

croscope

Microscope a capacité interférométrique associé a une caméra vidéo pour l'acquisition

d'
b) Mi
Mi

mage.
cropositionneur angulaire
cropositionneur angulaire a résolution supérieure a 0,01°.
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3 Apparatus

3.1 Method 1 — Automatic interferometric method

For method 1, an apparatus as shown in figure 8 consists of the following elements:

=

Interferometri
microscope

Ferrule l
under t >st\

( Computer for the /

image analysis

N\
\Mo {tortaxew

the\image

=

Angular
micropositioner

Figure 8 — Example of appara ent by method 1

a) Migcroscope

acjguisition.
b) Angular micropositigner
Arl angular micropo
c) Fegrrule hold

A puitable fixtur
fixed position

d) Pllig holde

e) Imlage analys

dome ©Offset co
usjngformula (1).

IEC

11054/99

image

eina

exact

3 iys, the
ponent along the angle direction and, from these, the value of the

angle

The monitor shall display the measured surface with the interferometric pattern.

3.2 Method 2 — Manual interferometric method

The apparatus is the same as shown in figure 8 for method 1. For method 2, the apparatus

consists of the following elements:

a) Microscope

A microscope with interferometric capability associated with a video camera for image

acquisition.
b) Angular micropositioner
An angular micropositioner with a resolution better than 0,01°.
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d)

e)

3.3

L'appareillage est présenté a la figure 9. Les parties du compos sont

b)

c)

d)

Embout/support de fiche[\
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Support d'embout

Dispositif adapté, tel qu'une rainure en V ou un manchon d'alignement de précision pour
maintenir I'embout dans une position verticale fixe.

Support de fiche

Dispositif mécanique en vue de maintenir la fiche de maniére que la clavette
correspondante se situe dans la position exacte par rapport a la direction nominale de
l'angle.

Moniteur destiné a I'analyse visuelle

Moniteur destiné a contréler la surface d'embout avec la zone interférométrique pendant les
opérations de réglage de la position relative de la surface et de l'image interférométrique,
en| déplacant le micropositionneur.

Méthode 3 — Méthode du profilométre mécanique

SUit:

nité_deAranslation

Sonde
Extrémité de ciseau / f\
- AN D> ‘
K) Unité d'intprfacef—
électronfque |-
Embout en essal PRQFHO %}R> UNITE DE TRAITEMENT
DE DONNEES
ge
sitionneme .

Monitejr

N
S .

AN
SR

Figure 9 >~ Exe€mple d ontage pour la mesure de I'angle de la face terminale de I'embout
au moyen d'un profilometre mécanique

Sypportd'embout

Dispositifadapte, tef quune rainure en v_ou un manchon adaignement de precision pour
maintenir I'embout dans une position verticale fixe.

Support de fiche

Dispositif mécanique en vue de maintenir la fiche de maniére que la clavette
correspondante se situe dans la position exacte par rapport a la direction nominale de
l'angle.

Etage de positionnement

Dispositif mécanique assurant une fixation rigide du support d'embout et capable de le
déplacer selon des positions appropriées.

Analyseur de surface bidimensionnel

Analyseur de surface capable de mesurer le profil de la face terminale de I'embout en deux
dimensions avec une précision de l'ordre de plusieurs nhanometres.
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c)

d)

e)

3.3

The apparatus is shown in figure 9. The component parts are descrild

} Q UNIT
Ferrule{plug holder | Q ositioning ‘'stage

Ferrule holder

A suitable fixture such as a V-groove or a precision alignment sleeve to hold the ferrule in a
fixed vertical position.

Plug holder

A mechanical fixture able to hold the plug such that the relevant key lies in the exact
position in respect to the nominal angle direction.

Monitor for visual analysis

A monitor on which to control the ferrule surface with the interferometric pattern during the
adjusting operations of the relative position of the interferometric image and the surface by
maving the micropositioner.

Method 3 — Mechanical profilometer method

Probe

Chisel tip /
- = A
\\) 7 Electronic —
\J/ interface unit [—

prrule under test | PROFIWOMETER DATA PROCESSING

T

Monitor

A L

a)

b)

c)

d)

IEC 1055/99
e ofksét-up for the measurement of the ferrule endface angle

by a mechanical profilometer
Fdrrule h

A buitable fixtu uch as a V-groove or a precision alignment sleeve to hold the ferruje in a
fixed’vertical position.

Pl U hrofder
A mechanical fixture able to hold the plug such a way that the relevant key lies in the exact
position in respect to the nominal angle direction.

Positioning stage

A mechanical device rigidly fixing the ferrule holder and able to move it at appropriate
positions.

Two-dimensional surface analyser

A surface analyser able to measure the profile of the ferrule endface in two dimensions with
an accuracy in the order of several nanometers.
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a)

b)

c)

4.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
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L'analyseur doit comprendre un profilométre, une unité de traitement de données de profil
et un moniteur. Le profilometre doit étre équipé d'une sonde de type a coin disposée de
telle sorte que le mouvement de la trace soit perpendiculaire a I'axe de I'embout, d'un étage
de translation et d'une d'unité d'interface électronique qui représente le lien entre le
systeme de mesure et l'unité de traitement de données (c'est-a-dire un ordinateur et un
logiciel adapté), fournissant les données d'entrée et de sortie: commandes de mouvement
et données de profil. Le traitement de données de profil doit étre capable de traiter les
données de profil et de calculer, en utilisant un algorithme approprié, I'angle de la face
terminale. Le moniteur doit afficher les données de mesure.

Méthode 4 — Méthode de la lumiére réfléchie

Sypport d'embout

Rginure en V ou manchon d'alignement de précision (selon I'lSO 2
polur une rainure en V est de 108°).

arentiel

Edran
Edran perpendiculaire a I'axe de la rainure en V ou du manciion™d
Lajser He-Ne

Lalser He-Ne dont le faisceau est orienté de fagon a coinsi 3 axe d i e en V
ou[ du manchon de précision et qui est ainsi incidep [

Procédure

Méthode 1 — Méthode interférom
Placer I'embout de référence (no i : ié i itignneur
anjgulaire. L' i m. Le

rayon de la courbure de Ie q out de

Placer le micropositignneyr sous\le‘mj 0 3 ité i < atri . L'axe de
I'embout de réfé i S i i

Ré&gler préci rence
et|la fibre (de ge qui
est paralléle

Rglever ur de
référence.

Placef

Régler Q i iti a l' i 3 i iti eference

obtenue a

A partirde l'image d'interférence, la valeur de I'angle est obtenue de la fagon suivantg:

1)| Rodr les embouts polis convexes

Au moyen d'une procédure d'adaptation, la valeur du rayon de courbure R de la surface
de polissage doit étre évaluée. La région d'adaptation est définie par la région en forme
d'anneau de diameétre extérieur D et de diameétre intérieur E, centrée autour de I'axe de
I'embout (voir figure 10). Les diametres D et E doivent étre spécifiés dans les
spécifications particulieres. Les valeurs préférées sont D = 250 um et E = 140 yum pour
les connecteurs APC de diamétre de fibre nominal de 125 pm et ayant de 5 mm a
12 mm de rayon de courbure des faces terminales des embouts polis angulairement.
A partir de I'analyse de l'image, il est nécessaire de mesurer le composant dans la
direction d'angle E, de la distance entre le centre des anneaux interférométriques et le
coeur de I'embout (voir figure 3). La valeur de I'angle doit étre la suivante:

6 = arctan Ei—"%+ 6o (1)
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3.4

a)

b)

d)

e)

f)

9)

The analyser shall consist of a profilometer, a profile data processing unit and a monitor.
The profilometer shall be equipped with a wedge type probe arranged so that the motion of
the trace is perpendicular to the ferrule axis, a translation stage and an electronic interface
unit which represents the link between the measuring system and the data processing unit
(i.e. a computer with a suitable software), providing the input and output data: movement
commands and profile data. The profile data processing shall be able to process the profile
data, calculating, by means of an appropriate algorithm, the endface angle. The monitor

shall display the measure data.
Method 4 — Reflected light method
FerrHe-thelder
A V-groove or precision alignment sleeve (according to 1ISO 2538, the p ed angle for a
V-groove is 108°).
Sdreen
A screen perpendicular to the axis of the V-groove or precisio
He-Ne laser
A [He-Ne laser whose beam is aligned to be coincident _with is of\the V-grogve or
precision sleeve and thus impinges on the endface of the
Procedure
Method 1 — Automatic interferometkic m
Place the reference ferrule (nqt a I holder attached to the aphgular
micropositioner. The egt icj poliShiny, ofthe reference ferrule shall be 45 um.
The radius of curvature of | be >25 mm.
Place the micropo nicroscope with interferometric capabilityy The
reference ferrule a e optical axis of the microscope.
Fimely adju q i gitioner until interference rings and fibre (pf the
reference ferriie > ical to>a straight line on the image which is parallel [to the
rofation axis.
Read the ang e micropositioner. This angle represents the reference
value.
Placethe sa 3 pdsurement holder attached to the angular micropositioner.
Adjust\the “aig icropositioner at the nominal angle 6, from the reference pgsition
objtained TR
Frpom thelinterferenice image the value of the angle is obtained in the following way:
1)| Egr convex polished ferrules
By means of a procedure of fitting, the value of the curvature radius R of the polishing
surface shall be evaluated. The fitting region is defined by the ring-shaped region
having the outer diameter D and the inner diameter E, centred around the axis of the
ferrule (see figure 10). The diameters D and E shall be specified in the detail

specifications. Preferred values for APC connectors with 125 pm nominal fibre diameter
and 5 mm to 12 mm as curvature radius of angled polished ferrules endfaces are

D =250 pym and E = 140 um. From the analysis of the image the component
angle direction E, of the distance between the centre of the interferometric rings a
ferrule core shall be measured (see figure 3). The value of the angle shall be:

6 = arctan EEAE+ 0o
R

in the
nd the

)
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b)

c)

d)

e)

f)

¢)]

4.3

a)

b)

d)

- 22 - 61300-3-17 © CEI:1999

2) Pour les embouts polis a plat

A partir de l'analyse de l'image, il est nécessaire d'évaluer la fréquence des franges
interférométriques dans la direction d'angle (voir figure 3), c'est-a-dire a partir du

nombre d'ondes dans l'unité de longueur 1//\. La valeur de I'angle doit étre la suivante:

6 = arctan BA—H+ 6o (2)
OA %20

ou A est la longueur d'onde lumineuse utilisée pour éclairer 'embout en essai.

Méthode 2 — Méthode interférométrique manuelle

micropositignneur
Mm. Le

Placer I'embout de référence (non angulaire) dans le support lig
anjgulaire. L'excentricité due au polissage de I'embout de référe
rayon de la courbure de I'embout de référence doit étre >25 mm.

Placer le micropositionneur sous le microscope a capaciié inteNérs ique. xe de
I'’embout de référence doit étre paralléle a I'axe optique duumi

Régler précisément I'angle du micropositionneur jusqu'a~ce queg rence
et|la fibre (de I'embout de référence) soient symétriques\g igne image qui

est paralléle a I'axe de rotation.

Realever l'angle du cadran du micropositig ur de

référence.

Pl
R4 t soit
pefrpendiculaire a I'axe optique du
Observer la zone d'in i ] ‘angle
dul micropositionneur afi :
1)| Pour les emboyts ok
les anne i image
qui est pa v
t une
bint h)

Méthede 3 — Méthode du profilométre mécanique

Fixer la fiche de connecteur dans I'embout et le support de fiche de telle sorte que la
portion de I'embout la plus proche de la face terminale soit maintenue dans le support. Le
segment de I'embout en contact avec le support d'embout doit représenter deux fois le
diametre de la zone de contact de I'embout.

Régler l'extrémité de ciseau du profilometre de telle sorte que le bord inférieur de
I'extrémité soit perpendiculaire a I'axe de I'embout.

Etablir les coordonnées du centre de la fibre sur le systéeme de référence du profilométre.
Cela peut étre effectué par un pré-étalonnage de la distance entre le centre de la fibre et le
point de départ de la trace. De cette facon, cette distance étant connue et constante
pendant les différentes mesures, la position du centre de la fibre est toujours définie en
rapport avec le systéme de référence du profilométre.

Régler I'étage de positionnement de telle sorte que l'extrémité de ciseau du profilomeétre
soit mise en position de point de départ et traverse I'axe de I'embout.
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4.2

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

b)

c)

d)

2) For flat polished ferrules

From the analysis of the image, the frequency of the interferometric fringes in the angle
direction (see figure 3), that is, from the number of waves in the length unit (1/A), shall
be evaluated. The value of the angle shall be:
6 = arctan BA—H+ 6o (2)
OAx2[0
where A is the light wavelength used to light the ferrule under test.
ethod 2 — Manual interferometric method
Place the reference ferrule (not angled) in the holder attached/to™the<angular micro-
positioner. The eccentricity due to polishing of the reference fe <5N\Num. The
ragius of curvature of the reference ferrule shall be >25 mm.
Place the micropositioner under the microscope with bility, The
reference ferrule axis shall be parallel to the optical axis gfth
Finely adjust the angle of the micropositioner until_interfereqee\rmgs and fibre (pf the
reference ferrule) are symmetrical to a straight lipé eNmage whicH is parallel [to the
rofation axis.
e represents the reference
value.
Pl \ 4 angular micropositioner.
Ad to the
optical axis of the microscope.
Observe the interferen of the
micropositioner until:
1)| For convex poli
interfere ings i ; trical to a straight line on the image which is
parallel to Qtati =
nsity.
nd the
Method 3 — Meghanical profilometer method
Affixxthe connector plug in the ferrule and plug holder so that the portion of the ferrule

closest to the endface is held in the holder. The length of the ferrule contacting the ferrule

holder shall be two times the diameter of the ferrule contact area.

Adjust the chisel tip of the profilometer so that the bottom edge of the tip is perpendicular to

the axis of the ferrule.

Fix the coordinates of the fibre centre on the profilometer reference system. This can be

done by a precalibration of the distance between the fibre centre and the trace start

point.

In this way, taking this distance as known and constant during the different measurements,
the position of the fibre centre is always determined with respect to the profilometer

reference system.

Adjust the positioning stage so that the chisel tip of the profilometer is put on the start point

position and passes through the axis of the ferrule.
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e) Faire exécuter au profilometre une trace a travers la surface de l'extrémité de I'embout
pour une distance d'environ 500 um autour de l'axe de I'embout; consigner les données de
profil sur I'unité de traitement de données.

f)

Pour les embouts polis convexes

1) Consigner les données de profil de la région d'adaptation a partir des données de profil
de mesure. La région d'adaptation de la face terminale de I'embout est définie par la
région en forme d'anneau, ayant un diamétre supérieur D et un diametre inférieur E,
centrée autour de I'axe de I'embout (voir figure 10). Cette région renferme la zone de
contact de la face terminale de I'embout lorsqu'elle est accouplée et les diamétres
appropriés doivent étre spécifiés dans les spécifications particuliéres. Les valeurs
préférentielles sont D = 250 um et E = 150 um pour les connecteurs APC de diamétre

2)

de Tibre nominal 125 pm et ayant de 5 mm a 12 mm de rayon de rbure des
terminales des embouts polis angulairement.

ob Région
0E > d’adaptation
—>
1
Embout \T{

|
e
i: Fibre

O ;
%
i
L _

! IEC 1056/99

0 — Face terminale d'embout et région de mesure

faces

Caleuler un~cgfcle idéal s'approchant de la région d'adaptation en utilisant la méthode

des-moindres carrés ou d'autres méthodes spécifiées, pour évaluer le rayon apq

R'et les coordonnées des C (le centre de la fibre: voir figure 11). DX et DZen r

avec le centre du cercle d'adaptation.

roprié
pport
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e) Cause the profilometer to trace across the ferrule end surface for a distance of about
500 um around the ferrule axis; record the profile data on the data processing unit.

f) For convex polished ferrules

1) Record the profile data of the fitting region from the measurement profile data. The
fitting region of the ferrule endface is defined by the ring-shaped region, having the
higher diameter D and the lower diameter E, centred around the axis of the ferrule (see
figure 10). This region encloses the contact zone of the ferrule endface when it is mated
and the relevant diameters D and E shall de specified in the detail specifications.
Preferred values for APC connectors with 125 um nominal fibre diameter and 5 mm to
12 mm as curvature radius of angled polished ferrules endfaces are D = 250 um and

2)

E = 150 pum.

9,

method,>Qqr other specified methods, to evaluate the relevant radius R an
["the C (the fibre centre: see figure 11), DX and DZ with respect

Ferrule

\

/
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ol &
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centre of the fitting circle.
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igie 10”— Ferrule endface and measurement region
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